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1. Структурні перетворення та нерівноважні електронні процеси в нанокомпозитах на основі широкозонних
оксидів

2. Structural transformation and nonequilibrium electronic processes in oxide-based nanocomposites

Реферат:
1. Дисертацію присвячено встановленню особливостей фізичних процесів, які зумовлюють
термостимульовані структурні перетворення в нанокомпозитах на основі оксидів кремнію, алюмінію, гафнію
та цирконію, легованих одним або декількома типами домішок (кремнієм, германієм, рідкоземельними
іонами) та з’ясуванню впливу цих процесів на оптичні, електричні та люмінесцентні характеристики
нанокомпозитів та структур на їх основі. На основі систематичних досліджень продемонстровано, що метод
магнетронного напилення дозволяє виготовляти тонкі композитні шари з заданими характеристиками, а
також багатошарові структури на їх основі. Встановлено, що основним механізмом утворення зародків
кремнію в оксидних шарах, легованих кремнієм, є спінодальний розпад та висхідна дифузія кисню. З’ясовано
механізм люмінесценції в таких матеріалах та встановлено ключову роль кремнієвих кристалітів в збудженні



люмінесценції рідкоземельних іонів. Виявлено, що згасання ФЛ рідкоземельних іонів в шарах (Si,Er)-SiO2 та
(Si,Nd)-SiO2, відпалених за високих температур, обумовлено процесами сегрегації рідкоземельних іонів та
формуванням відповідних силікатів. Встановлено чинники, що дозволяються стабілізувати аморфну
структуру оксидів HfO2 та ZrO2 , а також показано, що при термічних відпалах шарів Si-HfO2, який
призводить до формування Si кристалітів, вони залишають вкритими оболонкою SiOx, яка відокремлює їх від
матриці HfO2. Показано можливість утворення Ge кристалітів в HfO2 та ZrO2 за рахунок спінодального
розпаду, який відбувається за нижчих температур, ніж розпад Si-HfO2, що дозволяє створювати Ge
кристаліти, вбудовані в аморфну матрицю HfO2 або ZrO2. Продемонстровано ефекти пам’яті в таких
матеріалах.Запропоновано методику неруйнівного експресного контролю оптичних та структурних
властивостей цих матеріалів шляхом поєднання методів спектральної еліпсометрії та інфрачервоної
спектроскопії.

2. The dissertation is devoted to the investigation of the features of physical processes that cause thermally
stimulated structural transformations in nanocomposites based on oxides of silicon, aluminum, hafnium and
zirconium doped with one or more types of impurities (silicon, germanium, rare earth ions). The effect of these
processes on the optical, electrical and luminescent characteristics of nanocomposites and structures based on
them is clarified. It is shown that radio frequency magnetron sputtering allows the fabrication of thin composite
layers and multilayer structures with the desirable characteristics. The structure of the work reflects its evolution
from the study of simpler materials, in particular, undoped or doped with one type of oxide impurity, to complex
nanocomposites, when they are doped with several impurities and/or they are constructed as multilayer
structures. This way - "from simple to complex" - allows not only to summarize the results of research, which were
obtained gradually in the direction of complicating the types of materials and structures based on them, but also to
trace the relationship between different materials in terms of evolution of their properties, common patterns and
predict the properties of new, more complex, materials and identify ways and means of managing their
parameters. The thesis contains seven sections that cover and summarize the results of research. The first section
of the dissertation presents a review of the literature on the topic of the dissertation, describes the main methods
of obtaining composite layers doped with silicon/germanium and rare earth ions. The second section describes
methods of manufacturing composite layers and structures based on them. Different approaches in the production
of samples by the method of radio frequency magnetron sputtering and atomic ball deposition are analyzed. It is
shown that the change of different technological parameters (deposition temperature, partial gas pressure, target
power) allows to control the chemical composition of composite layers, as well as to grow multilayer structures.
Several experimental methods were used to get information on structural, optical, electric and luminescent
properties of the samples. In particular, spectroscopic methods (study of photoluminescence and its excitation
spectra, Raman scattering, infrared absorption, spectral ellipsometry) and structural methods (atomic force
microscopy, X-ray diffraction, electron microscopy, atop probe tomography), and electrical methods are used. The
main results of this work are the following. It is established that the main mechanism of Si crystallites formation in
oxide layers doped with silicon is spinodal decomposition and out-diffusion of oxygen. The mechanism of
luminescence in such materials is elucidated and the key role of silicon crystallites in excitation of luminescence of
rare earth ions is established. It is found that the quenching of rare earths photoluminescence in the (Si, Er)-SiO2
and (Si, Nd)-SiO2 layers annealed at high temperatures is due to the processes of segregation of rare earth ions
and the formation of the corresponding silicates. It is established the factors that allow the stabilization of
amorphous structure of HfO2 and ZrO2. It is shown that upon thermal annealing of Si-HfO2 layers, which leads to
the formation of Si crystallites, they are covered with SiOx shell, which separates them from HfO2 matrix. The
possibility of formation of Ge crystallites in HfO2 and ZrO2 due to spinodal decomposition which occurs at lower
temperatures than in the case of Si-HfO2, is shown. This allows the creation of Ge crystallites embedded in the
amorphous matrix of HfO2 or ZrO2. Memory effects are demonstrated in such materials. A method of non-
destructive express control of optical and structural properties of these materials by combining the methods of
spectral ellipsometry and infrared spectroscopy is proposed. The application of developed materials and
structures for optical communication elements, solar cells, and flash nonvolatile memory is demonstrated.
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